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Układ do korekcji liniowości wskazań przy pomiarze masy przesuwającego się materiału,
szczególnie warstw grubszych z wykorzystaniem promieniowania

Przedmiotem wynalazku jest układ do korekcji liniowos'ci wskazań przy pomiarze masy przesuwającego się
materiału metodą rozproszeniową z wykorzystaniem przenikliwego promieniowania szczególnie przy dużych
grubos'ciach warstwy mierzonej. Układ ten może znaleźć zastosowanie do korekcji liniowości wskazań przy
pomiarze masy szczególnie grubszych warstw materiałów sypkich, ziarnistych i tym podobnych przesuwających
się na taśmociągu przy dużych zmianach grubos'ci warstwy mierzonej.

Znane układy złożone z detektora mierzącego promieniowanie rozproszone w mierzonym materiale
leżącego po jednej stronie materiału i źródła promieniowania leżącego po drugiej stronie materiału wysyłającego
promieniowanie które prześwietla mierzony materiał i biegnąc dalej omija detektor, nie mogą być stosowane
przy większych grubościach mierzonego materiału, ponieważ przy wzroście grubości warstwy natężenie
promieniowania rozproszonego rośnie proporcjonalnie do masy tylko przy małej grubości warstwy, a przy
grubościach większych, materiał leżący dalej od źródła promieniowania znajduje się w polu promieniowania
o mniejszym natężefiiu i daje sygnał zbyt mały, nieproporcjonalny do masy.

Celem wynalazku jest opracowanie układu do korekcji liniowości wskazań przy pomiarze metodą
rozproszeniową masy przesuwającego się materiału zwłaszcza warstw grubszych, z wykorzystaniem promienio¬
wania. ^

Istota układu według wynalazku polega na zastosowaniu w znanym układzie złożonym z detektora
leżącego po jednej stronie mierzonego materiału i leżącego po drugiej stronie materiału źródła wysyłającego
promieniowanie prześwietlające mierzony materiał i omijające detektor, dodatkowego źródła promieniowania po
stronie detektora, którego promieniowanie nie naświetlając detektora pada na mierzony materiał.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunku, na którym pokazany jest znany układ złożony
z detektora 1 leżącego po jednej stronie mierzonego materiału 3 i źródła 4 leżącego po stronie przeciwnej
wysyłającego promieniowanie prześwietlające mierzony materiał 3 i omijające detektor 1 oraz dodatkowe źródło
2, którego promieniowanie nie dochodzi do detektora 1 i pada na mierzony materiał 3, w którym rozproszone,
poddane jest detekcji w detektorze 1. Rozpraszanie promieniowania pochodzącego z dodatkowego źródła 2 jest
tym bardziej efektywne, im większa jest grubość warstwy materiału i w związku z tym im bliżej dodatkowego
źródła 2 znajduje się powierzchnia mierzonego materiału 3,
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Zastrzeżenie patentowe

Układ do korekcji liniowości wskazań przy pomiarze metodą rozproszeniową masy przesuwającego się
materiału szczególnie warstw grubszych z wykorzystaniem promieniowania, zawierający leżący po jednej stronie
mierzonego materiału detektor promieniowania i znajdujące się po drugiej stronie materiału źródło wysyłające
promieniowanie prześwietlające materiał i omijające detektor, znamienny tym, że po stronie detektora
(1) znajduje się dodatkowe źródło (2) którego promieniowanie nie naświetlając detektora (1) pada na mierzony
materiał (3), w którym rozproszone pada częściowo na detektor (1)/gdzie poddane jest detekcji,

Prac. Poligraf. MV PRL. Zanu 3498/75 nakład 120 + 18
Cc;m 10 zł


	PL81904B2
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


